
  
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 

PROGRAMA DE PÓS‐GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS  

 Secretaria do PPGCEM (sala 16 – bloco administrativo) 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 22h (com intervalo das 17h30 às 

18h) E-mail: ppgcem@unesc.net – Telefone: 48  3431 2674 

 
Disciplina: TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 
Obrigatória: Não  
Carga Horária: 45 h/a  
Créditos: 03 
 

Ementa 
 
1. Análise física de partículas; 
2. Análises térmicas; 
3. Análises de raios X; 
4. Análises químicas; 
5. Análises reológicas; 
6. Análises espectroscópicas; 
7. Técnicas microscópicas; 
8. Técnicas cromatográficas; 
9. Comportamento mecânico. 
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